FNIRSH

Tébbfunkciés digitalis teszter
alkatrészek és tranzisztorok

LN )

YS/Y LCR-P1

© Sunnysoft sro, forgalmazé



FELHASZNALOI MEGJEGYZES

*Ez a kézikonyv részletes utasitdsokat tartalmaz a termék hasznalatdhoz, biztonsagi
6vintézkedéseket és fontos informaciokat. Kérjik, figyelmesen olvassa el a
kézikonyvet a termék hasznalata el6tt az optimalis teljesitmény érdekében.

+ Ne hasznélja a késztiléket gyulékony vagy robbanasveszélyes kornyezetben.
« A hasznélt elemeket és a kiselejtezett késziilékeket a nemzeti vagy helyi elirdsoknak
megfelel6en artalmatlanitsa; nem szabad a héztartasi hulladékkal egydtt kidobni.

+ Barmilyen minéségi probléma vagy a késztlékkel kapcsolatos kérdés esetén
Hasznélataval kapcsolatos informaciokért forduljon az "FNIRSI" online
tigyfélszolgalatahoz vagy a gyartéhoz. Azonnal megoldjuk problémajat.

1. ATERMEK BEVEZETESE

A tranzisztor-tesztelé egy nagy pontossagu, tébbfunkciés elektronikus tesztmdszer,
amelyet kifejezetten elektronikai mérnokok, technikusok és rajongok széaméara
terveztek. Ezt a miiszert Ugy tervezték, hogy észlelje és elemezze a félvezetd
alkatrészek, példaul a tranzisztorok, diédak, triédak és a térhatasu tranzisztorok
(FET) teljesitményét

A kllénb6z6 komponensek kozil automatikusan azonositja a vizsgalt alkatrész

tipusat és tlelrendezését, leegyszer(siti a miikodési folyamatot és noveli a tesztelés
hatékonysagat.
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2.BEVEZETO PANEL
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3. PARAMETER BEVEZETES

3.1 Gazdaparaméterek

( R
Termékmodell LCR-P1
Kijelz6 képerny6 1,44 hivelyk
Az akkumulator kapacitasa 300 mAh litium akkumulator
Toltési specifikaciok USB Type-C, 5V/1A
\___Termék mérete 71 x 87 x 28 mm Y,
3.2 Alkatrészvizsgalati
N

Kategoria tartomany

Magyaréazat

Tranzisztor 103-600

DC dramerdsités hfe, bazis-emitter
feszlltségesés Ube, Ic/le, kollektor
forditott kioldé aram -

Iceo emitter, Ices,

fesziiltségesés el6refelé Uf.

Diéda
Eléremend fe
4,5V

El6remend feszlltségesés,

szﬁﬁggggggii kapacitas, forditott

szivargasi aram.

0,01-45V

Ceszﬂltségsza )él%)zk%ﬁgda

(1-2-3 Tesztterulet) EI6remend
feszultségesés, forditott attérési feszlltség
(KAA tesztterulet) Forditott bontas

fesziltség.
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-

Mérés

tranzisztorok

ELHELYEZKEDES

Kategoria tartomany Magyarazat
-kapu kapacitas Cg, leereszté aram Id Vgs-nél,
fesziiltségesés az Uf védédiddan.
JFET -Id Vgs-nél, eléremend fesziiltségesés az Uf védédiodan
IGBT

- Vit kilszobfesziiltség, Cg kapukapacités, Rds
lefoly6forrés ellenéllas, Uf védédiédén keresztili
fesziltségesés.

Kézvetett
SCR

Mindkét oldal
SCR

Bekapcsolési
fesziiltség <
5V, kapu
trigger dram <
6mA

Kapufesziltség

Kondenzator 25gF ~ 100mF

Kapacitasérték, veszteségi egytthatd
Vloss, egyenértékii soros ellenallas ESR.

Ellenallas 0,0

Q-50MQ Ellendllds értéke.

Induktor 10uki-1000uH Indu

tivitas értéke, DC ellenallas.

Akkumulator 0,1-4,5V

Feszliltségérték, polaritds.

Dekédolni
vagy
infraféreg

taviranyitod

sz ramisrol

Infravérés

protokoll kddja
N

Felhasznal6i kdéd és adatkéd megjelenitése,
valamint a megfelel6 infravoros
hulldmforma megjelenitése.

*SCR: szilicium vezérlést egyeniranyito
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4. HASZNA

4.1  Be- /kikapcsolds

Ul Bekapcsolds: Kikapcsolt dllapotban nyomja
nKno
Or meg a TEST gombot, hogy belépjen a

tesztfellletre.

Kikapcsolds: Tartsa lenyomva a TEST
gombot minden olyan képernyén, amely
nem mérésre szolgél, hogy kikapcsolja a
késziléket.

4.2 Bipolaris alkatrészek tesztelése, mint pl

Kondenzatorok, ellenallasok, induktorok, diddak és akkumulator

Illessze be az alkatrészek csapjait két kiilénbéz6 szamozésu tesztfuratba
(pl. 1, 3 vagy 1, 2 vagy 2, 3), nyomja meg és rogzitse a szoritérudat, majd
nyomja meg a TEST gombot a tesztelés megkezdéséhez. Amikor a mérés
befejez6d6tt, megjelennek a vonatkozé tesztparaméterek és a tlik
sorrendje.
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Helyezze be a hdrom csapot az 1, 2 és 3 jelzésli tesztfuratokba. Nyomja
meg és rogzitse a szoritérudat, majd nyomja meg a TEST gombot a
tesztelés megkezdéséhez. Amikor a mérés befejez6dott, megjelennek
a vonatkoz6 tesztparaméterek és a t(ik sorrendje.

Audion (PNP)

25

OmA
v

Nyomja meg a Zener gombot, hogy belépjen a Zener diéda tesztelési
moédba. Helyezze be a Zener-diéda anddjat az A tesztfuratba, a katddot
pedig a K tesztlyukba (megjelenik a csatlakozas megforditasara
vonatkoz6 felszélitas). Nyomja meg és rogzitse a szoritérudat, majd
nyomja meg a TEST gombot a tesztelés megkezdéséhez. A megfelel6
mérési eredmények megjelennek a kijelzén.
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Vext:24. 26V Vext :0. 74V

+/— Rev
interpolation

Forditsa felfelé az izemmddvalasztd
kapcsolét, hogy belépjen az infravoros
jel dekédolasi tesztmodjaba. Iranyitsa a
készuléket az infravoros vevé felé, és
kaldjon infravoros jelet. A késziilék
automatikusan dekédolja a jelet.

Command Code 0x

dekddolés utan megjeleniti a cimkédot, a
felhasznaloi kodot és a folyamatot.
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5. FIRMWARE FRISSITES

« Kapcsolja ki a késziiléket, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a Zener
gombot (nagyfesziiltségli gomb), majd a TEST gombot (bekapcsolégomb),
hogy belépjen a firmware-frissitési fellletre.

« Csatlakoztassa a szamitégéphez Type-C kabellel.

« Vélassza ki az aktualis eszkoz firmware-ét és COM-portjat, majd kattintson
a "Frissités inditdsa" gombra.

« A frissités sikeres lesz, és az eszk6z automatikusan elindul

@ IAP Update tool en | X
com1
Wait for bin
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6. FIGYELMEZTETES

+ A kondenzatorok lemertlése nélkili mérésekor a behelyezés és a reteszelés
pillanataban szikra keletkezhet, ami kisttheti a kondenzatort. Ez a funkcid biztonsagi
intézkedésként szolgal a kondenzatorok kisutésének elfelejtése érdekében

tesztelés el6tt. A megfelel6 hasznalat érdekében azonban tovabbra is javasolt a
kondenzatorok manualis kisttése a tesztelés el6tt.

* A nem mérési folyamatok soran az 1-2-3 zér interfész vezetéképes allapotban van,
ami megtiltja az elemek kdzvetlen behelyezését.

+ A meghatarozott tartomanyon kiviili komponensparaméterek tesztelése eléfordulhat

az alkatrésztipusok helytelen azonositasahoz vezethet.

Eloszté

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Csehorszag
www.sunnysoft.cz
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NOTICE TO USERS

@This manual provides detailed instructions on how to use the
product, precautions, and relevant information. Please read the
manual carefully before using the product to ensure optimal
performance.

@®Do not use the instrument in flammable or explosive
environments.

@Dispose of used batteries and discarded instruments according to
national or local regulations; they should not be disposed of with
household waste.

@If there are any quality issues with the instrument or if you have
any questions about its use, please contact "FNIRSI" online
customer service or the manufacturer. We will resolve your issue
promptly.

1.PRODUCT INTRODUCTION

The Transistor Tester is a high-precision, multifunctional electronic
testing device designed specifically for electronic engineers,
technicians, and enthusiasts.This device is intended for detecting
and analyzing the performance and characteristics of semiconduc-
tor components such as transistors, diodes, triodes, and field-effect
transistors (FETs).Equipped with a color screen, it allows for
multi-parameter measurement of various components, automati-
cally identifies the type and pin arrangement of the tested
component, simplifying the operation process and enhancing
testing efficiency.



2.PANEL INTRODUCTION
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3.PARAMETER INTRODUCTION

[3.1] Host parameters

Product Model LCR-P1 h
Display Screen 1.44inches
Battery Capacity 300mAh lithium battery
Charging Specification USB Type-C, 5V/1A
L Product Size T1X87X28mm )
N

-
Category Range

Explanation

Transistor | 10<B<600

DC current gain hfe, base-emitter
voltage drop Ube, Ic/le, collector-emit-
ter reverse cutoff current Iceo, Ices,
forward voltage drop Uf.

Forward . .
Diode voltage Forward voltage drop, junction
drop<4.5V capacitance, reverse leakage current.
(1-2-3 Testing Area) Forward voltagg
R‘éoufagtir 0.01-4.5V | drop, reverse breakdown voltage.
Dg.u d 0.01-32V | (K-A-ATestingArea) Reverse breakdow
\_ - voltage. Y,




g . N
Category | Range Explanation
-Gate capacitance Cg, drain current Id at
Vgs, forward voltage drop of protective
JFET diode UF.
Field-Effect | gg7 Id at Vgs, forward voltage drop of
Transistor protective diode Uf.
MIOSTET -Threshold voltage Vt, gate capacitance
Cg, drain-source resistance Rds, forward
voltage drop of protective diode Uf.
Unidirect- |Turn-on
ional SCR |voltage<5V,
Bidirect- |gate trigger Gate voltage
ional SCR |current<6mA
. Capacitance value, loss coefficient
Capacitor | 25pF~100mF Vloss, equivalent series resistance ESR.
Resistor |0.010-50MQ | Resistance value.
Inductor |10uH-1000uH| Inductance value, DC resistance.
Battery [0.1-4.5v Voltage value, polarity.
I';lefm::g NEC protocol Display user code and data code, and
Control infraEed code display corresponding infrared
\Decoding waveform. )

*SCR:Silicon Controlled Rectifier



4.OPERATING INSTRUCTIONS

[4.1] Power On /| Power Off

] ] Power On: Press the TEST button

L“l““"(‘?)“_ '\]" st | hile in the power-off state to enter
S e the testing interface.

Power Off: Long press the TEST

button on any non-measurement

screen to power off.

[4.2] Testing of Two-pin Components such as Capacitors,

Resistors, Inductors, Diodes, and Batteries

Insert the component pins into two different numbered test holes
(e.g., 1,3 0r 1,2 or 2, 3), press down and lock the clamping rod,
then press the TEST button to initiate testing. Upon completion of
the measurement, the corresponding test parameters and pin
sequence will be displayed.




[4.3] Testing of Three-pin Components such as

Transistors, MOSFETSs, etc

Insert the three pins into test holes numbered 1, 2, and 3
respectively. Press down and lock the clamping rod, then press
the TEST button to initiate testing. Upon completion of the
measurement, the corresponding test parameters and pin
sequence will be displayed.

A1 om (DND) Field-Effect Tube
Audion (PNP) (N=F=MO0S

4.4] Testing of Zener Diodes

Press the Zener button to enter Zener diode testing mode.
Insert the anode of the Zener diode into test hole A, and the
cathode into test hole K (there will be a reverse connection
prompt). Press down and lock the clamping rod, then press the
TEST button to initiate testing. The measurement results will be
displayed accordingly.



Command Code 0x19E6

t Reverse
interpolation

Switch the mode selection switch
upward to enter Infrared decoding
test mode. Aim the device at the
Infrared receiver and send an
Infrared signal. The device will
automatically decode the signal.
After decoding, it will display the
address code, user code, and
waveform.



5.FIRMWARE UPDATE

@ Power off the device, then press and hold the Zener button
(high voltage button) followed by the TEST button (power
button) to enter the firmware upgrade interface.

@Connect to a computer via Type-C cable.

@Select the firmware and COM port of the current device, then
click 'Start Upgrade'.

@The upgrade will succeed and the device will automatically
restart.

&) 1AP Update tool en X

com1

El - EHi 3
update m

‘Wait for bin

WEARSE EERE RS E




6.PRECAUTIONS

@When measuring capacitors without prior discharge, sparks
may occur at the moment of insertion and locking, which can
discharge the capacitor. This function serves as a safety
measure to prevent forgetting to discharge capacitors before
testing. However, it is still recommended to manually
discharge capacitors before testing for proper usage.

@During non-measurement processes, the 1-2-3 locking
interface is in a conductive state, which prohibits direct
insertion of batteries.

@ Testing component parameters outside the specified range
may result in incorrect identification of component types.



7.CONTACT US

Any FNIRSl's users with any questions who comes to
contact us will have our promise to get a satisfactory
solution +an extra 6 months warranty to thanks for your
support!

By the way, we have created an interesting community,
welcome to contact FNiRSl staff to join our community.

Shenzhen FNIRSI Technology Co., LTD.

Add.: West of Building C, Weida Industrial Park , Dalang
Street, Longhua District , Shenzhen , Guangdong, China
Tel: 0755-28020752

Web:www.fnirsi.cn

E-mail:business@fnirsi.com (Business)
E-mail:service@fnirsi.com(Equipment Service)



